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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestétigt hiermit, dass das Kalibrierlaboratorium

Tektronix GmbH
Heinrich-Pesch-Straf3e 9-11, 50739 Koln

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Kalibrierungen in folgenden Bereichen
durchzufiihren:

Elektrische Messgroflen
Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgréf3en

— Gleichspannung

— Gleichstromstarke

— Gleichstromwiderstand
HochfrequenzmessgroRen

— OszilloskopmessgroRRen

— Anstiegszeit

— Bandbreite

Zeit- und Frequenz

— Frequenz und Drehzahl

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 20.01.2020 mit der
Akkreditierungsnummer D-K-17602-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 4 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-K-17602-01-00

{ :
Braunschweig, 20.01.2020 Im Auftrag Dr. Heike Manke
Abteilungsleiterin

Siehe Hinweise auf der Rickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die auszugsweise Verdffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitdtsbewertungsstelle in
unveranderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt,
die Giber den durch die DAkkS bestatigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemaR des Gesetzes tiber die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom

31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 9. Juli 2008 lber die Vorschriften fur die Akkreditierung und Marktiiberwachung
im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30).

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF:  www.iaf.nu
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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17602-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Giiltig ab: 20.01.2020
Ausstellungsdatum: 20.01.2020

Urkundeninhaber:

Tektronix GmbH
Heinrich-Pesch-StraRe 9-11, 50739 Koin

Leiter: Dipl.-Ing. Ralf Riedel
Stellvertreter: Luca Johnen
Akkreditiert als Kalibrierlaboratorium seit: 10.07.1995

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische Messgroen
Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrofen

— Gleichspannung
— Gleichstromstarke
— Gleichstromwiderstand
HochfrequenzmessgroRen
— OszilloskopmessgroRen *
— Anstiegszeit )
— Bandbreite
Zeit- und Frequenz
— Frequenz und Drehzahl *

*) auch Vor-Ort Kalibrierung

verwendete Abkilirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu

entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen .
Seite 1von 4
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17602-01-00 Akkreditierungsstelle

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit V
Gleichspannung 10mV bis 220 mV 4-10%-U+2uv U = Messwert
Messgerite >220mV  bis 2,2V 5-10%-U+3 v
>2,2V bis 22V 5-10%-U+10 v
>22V bis 220V 5.10%-U+0,15mV
>220V bis 1100V 6-10%-U+1mV
Quellen 10mV bis 100 mV 5-10%-U+3 v
>0,V bis 1V 4-10%-U+9puv
>1V bis 10V 5.10%- U+15puVv
>10V bis 100V 5.10%-U+0,15mV
>100V bis 1100V 7-10%-U+1,5mV
Gleichstromstarke 1pA  bis 220 pA 45-10%-/+7nA I = Messwert
Messgerite >0,22mA bis 2,2mA 43-10%-/+70nA
>2,2mA bis 22mA 50-10°-/+0,40 pA
>22mA bis 220mA 65-10°-/+0,50 pA
>0,22A bis 2,2A 0,2-103-/+4 pA
>2,2A bis 10A 0,21-103-/+0,14 mA
Stromzangen 5mA bis 30A 0,22-103%-/+0,35pA Spule mit 5 Wicklungen
>50mA bis 50A 0,5-103-/+4 pA Spule mit 10 Wicklungen
>50mA bis 250A 0,22-103-/+0,35 uA Spule mit 50 Wicklungen
>5A bis 500A 13-103-/+0,1 mA Spule mit 250 Wicklungen
Quellen 1pA  bis 100 pA 50-10°%-/+9nA I = Messwert
>0,1mA bis 1mA 50-10°%-/+80nA
>1mA bis 10mA 60-10°-/+0,5uA
>10mA bis 100 mA 70-10°-/+2 pA
>0,1A bis 1A 0,24-103- [+ 10 A
>1A bis 10A 0,25-103-/+0,30 mA
Gleichstromwiderstand 10 90-10°-R R = Messwert
Messgerate 1,90 90- 10°-R
100 60- 10%-R
190 75-10%-R
100 Q 75-10%-R
190 ©Q 75 - 10': ‘R
1910 75105 8
10 kQ y
75-10%-R
19 kQ 75-10°-R
100 kQ 75.10%- R
190 kQ 75.106- R
1mQ 0,1-10%-R
L9 MQ 0,1-10%-R
10 MQ 20-10%-R
19 MQ 15 - 10—6 R
100 MQ 75-10%- R
Widerstdande 1Q bis 10Q 20-10°%-R R = Messwert
>10Q bis 100Q 15-10°-R
>100Q bis 1MQ 25-10°-R
>1MQ  bis 10 MQ 40-10%-R
>10MQ  bis 100 MQ 0,1-10%-R
Frequenz 1MHz bis 10 MHz 1-10%-f 1 MHz Schrittweite
Quellen und Messgerite 0,1Hz bis 20GH:z 1-10%-f+Urf U7r =Triggerunsicherheit

1 In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und
haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind
auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 20.01.2020
Giiltig ab: 20.01.2020 Seite 2von 4
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Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17602-01-00 Akkreditierungsstelle

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit V
Anstiegszeit 14ps bis 25ns 50 mV bis 50V 3-102-tr+4ps Periodische Signale,
Quellen Impulsamplituden
Messgerdte und 18ps bis 1ns 10 mV bis 250 mV 3-10%-tr+8ps
Spannungstastkopfe 500ps bis 3ns 0,25V bis3V 2-102- tg + 65 ps tr = Anstiegszeit
1,5ns bis 25ns 25V und 50 V 2-1072- tg+ 120 ps
Stromzangen 1,5ns bis 20ns 0,5Aund 1A 3-102- tg+ 200 ps
100ns bis 300ns 5A 3102tz
Oszilloskope mit 0,0V in 1 MQ oder 50 Q 15 pv Mit Fluke 9500
Oszilloskop-Kalibrator >0,0V bis 01V Eingangsimpedanz 0,50-103- U +26 uv U = Messwert
Gleichspannung >0,1V bis 1V 0,22-103- U +65puv
>1V bis 56V 0,26 - 103 - U + 50 pv
>5,6V bis 2224V in1MQ 0,30-103-U U = Messwert
Eingangsimpedanz
Frequenzgang 44mV bis 56V 10 MHz bis 100 MHz | 0,22 dB MessgroRe:
4,4mV bis 56V > 100 MHz bis 550 MHz | 0,29 dB Verhiltnis der
44mV bis 34V > 550 MHz bis 1,1 GHz 0,37 dB Effektivwerte bei
4,4mV  bis 3,4V >1,1 GHz bis 2,5 GHz | 0,48 dB Mess- und
44mV bis 2,2V >2,5GHz bis 3,2 GHz | 0,48 dB Referenzfrequenz
frer: 50 kHz bis 10
MHz
Messbereich: Spitze-
Spitze-Spannung
einfallende Welle
| Ipyr] £0,23(50 Q)
Gleichstromwiderstand 50Q 0,11-102%-R R = Messwert
75Q 0,13-102%-R
1MQ 0,12-102-R
Gleichspannung OV bis 5V 0,14-103- U +90 pv U = Messwert
Quellen
Frequenz 12kHz bis 3,2 GHz 0,27 -10°®
Quellen

1 In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und
haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind
auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 20.01.2020
Giiltig ab: 20.01.2020 Seite 3von 4



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17602-01-00

Vor-0Ort Kalibrierung

MessgréRe /

Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich /
Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte

Messunsicherheit !

Bemerkungen

Anstiegszeit

Quellen 40ps bis 25ns 50mV bis 50V 4-102-tg +4 ps

Messgerite und 40ps bis 1ns 10 mV bis 250 mV 4-102 -t +8ps

Spannungstastkopfe 500ps bis 3ns 0,25V bis 3V 2102 tr +65ps
1,5ns bis 25ns 25Vund 50V 2102tz + 120 ps

Stromzangen 1,5ns bis 20ns 0,5Aund1A 3-107?- tr + 200 ps
100ns bis 300 ns 5A 3-102- tr

Perioische Signale,
Impulsamplituden

tr = Anstiegszeit

Oszilloskope mit
Oszilloskop-Kalibrator

Gleichspannung

oV
>0V bis 0,1V
>0,1V bis 1V
>1V  bis 56V

1 MQ oder in 50 Q
Eingangsimpedanz

15 pv
0,50-103- U +26 uv
0,22 -103- U +65uVv
0,26 - 103 - U + 50 uv

U = Messwert

>5,6V bis 222,4V 1 MQ Eingangsimpedanz 0,30-103-U
Frequenzgang 4,4mV bis 56V 10 MHz bis 100 MHz 0,22 dB MessgroRe: Verhiltnis
4,4mV bis 56V > 100 MHz bis 550 MHz 0,29 dB der Effektivwerte bei
4,4AmV bis 3,4V > 550 MHz bis 1,1 GHz 0,37 dB Mess-
4,4AmV bis 3,4V >1,1 GHz bis 2,5 GHz 0,48 dB und Referenzfrequenz
44mv bis 2,2V >2,5GHzbis3,2GHz | 0,48 dB fret: 50 kHz bis 10 MHz
Messbereich: Spitze-
Spitze-Spannung
einfallende Welle
[Ipyr| £0,23(50 Q)
Frequenz 12kHz bis 3,2 GHz 0,27 - 10°
Quellen
verwendete Abkiirzungen:
CcMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmoglichkeiten)

1 In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und
haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind
auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 20.01.2020

Giiltig ab: 20.01.2020
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